


Od ponad piedédziesieciu lat badania prowadzone
w Instytucie Metalurgiiilnzynierii Materiatowe] Polskiej
Akademii Nauk w Krakowie koncentrowaty sie wokot
nowoczesnej problematyki naukowej w dyscyplinach
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AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO NR AB
120 nadany przez Polskie Centrum Badan i Certyfikacji
(PCBC) - Polskie Centrum Akredytacji (PCA), a od
2006 roku posiada umowe sublicencyjng z PCA na
uzywanie znaku ilac-MRA. W 2010 roku przyznano
nam zakres elastyczny, zgodnie z ktérym dopuszcza
sie: wdrazanie nowych i modyfikacje wtasnych metod
badawczych, stosowanie zaktualizowanych metod
znormalizowanych, zmiane zakresu pomiarowego
metody badan, dodanie badanej cechy, w ramach
obiektu i metody oraz dodanie obiektu w ramach
badanej cechy i metody.
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IMIM PAN angazuje caty potencjat badawczy
iwieloletnie doswiadczenia w zakresie oceny wtasnosci
mechanicznych i plastycznych materiatéw, analitycznej
mikroskopii elektronowej, dyfrakcji rentgenowskiej,
analizy sktadu i struktury, wiasnosci fizykochemicznych
materiatow oraz witasciwosci optoelektrycznych, aby
ciggle doskonali¢ jakosé wykonywanych badan.

Celem strategicznym w zakresie polityki jakosci w IMIM PAN jest osiggniecie wysokiego
poziomu i rzetelnosci wykonywanych badan, zgodnie z wymaganiami normy PN-EN SO/
IEC 17025:2018-02, dokumentami PCA, w szczegdlnosci z dokumentem DA-10, jak rowniez
z dokumentami European Accreditation EA-4/16. Uzyskane w ten sposdb wyniki umozliwiag
prawidtowa kontrole procesow produkcyjnych, modernizacje technologii, a w konsekwencji
zwiekszenie konkurencyjnosci polskiego przemystu.

Potwierdzeniem powodzenia naszych dziatan jest petne zaangazowanie w kontynuacje
i doskonalenie polityki jakosci, szczegdlnie przez systematyczne podnoszenie kwalifikacji
personelu, zapewnienie srodkéw finansowych umozliwiajgcych zakup nowej aparatury,
dokonywanie okresowych przegladéw, modernizacji oraz usuwanie awarii sprzetu,
uczestnictwo w sieciach Centrow Doskonatosci oraz przy realizacji badawczych projektow
europejskich.

Nasza Misja

ROZWOIJ | UTRZYMANIE WYSOKIEGO POZIOMU MERYTORYCZNEGO PRZEPROWADZANYCH
BADAN, DLAZDOBYCIAZAUFANIA KLIENTOW, ATYM SAMYM POTWIERDZENIE KOMPETENCJI
TECHNICZNYCH LABORATORIOW,



L-1 LABORATORIUM WYTRZYMALOSCI

MATERIALOW

Zakres badawczy:
Statyczna préba rozciggania (R ; R0z R Ry A)

* badania prowadzone zgodnie z wilasng procedurg badawczg opartg na normach
PN-EN I1SO 6892-1, PN-EN ISO 6892-2 oraz PN-EN I1SO 6892-3 lub wg ustalen Klienta;

 zakres temperatur: od -150 °C do 1200 °C;

» glowice pomiarowe: 0-0,1 kN, 0-10 kN, 0-100 kN, 0-1200 kN (gtowica 1200 kN -
badania poza akredytacjg PCA)
Statyczna préba $ciskania (R ; R R a)

* badania prowadzone zgodnie z wtasng procedurg badawcza opartg na wycofanej
normie PN-57/H-04320 lub wg ustalen Klienta;

¢ zakres temperatur: od -150 °C do 600 °C;

* glowice pomiarowe: 0-10 kN, 0-100 kN, 0-1200 kN

Badanie twardosci (HV; HBW; HRA; HRBW; HRC)

* badania prowadzone zgodnie z wifasng procedurg badawczg opartg na normach
PN-EN ISO 6506-1, PN-EN ISO 6507-1, PN-EN ISO 6508-1 lub wg ustalen Klienta
Badanie udarnosci (KV; KU,)

* badania prowadzone zgodnie z wiasng procedurg badawczg opartg na normach
PN-EN ISO 148-1 {mtot nieoprzyrzadowany) oraz PN-EN ISO 14556 (mtot oprzyrzadowany)
lub wg ustalen Klienta;

* zakres temperatur: od -40 °C do temperatury
pokojowej;

* bijaki: 300, 450 |

Maszyna Wytrzymatosdciowa INSTRON
Model 6025 zmodyfikowana przez firme
ZWICK/ROELL, maksymalne obcigzenie 100 kN

& 1. Makroekstensometr
Maszyna Wytrzymatoséciowa INSTRON Model 3382, 2. Piec wysokotemperaturowy
maksymalne obcigzenie 100 kN 3. Ekstensometr wysokotemperaturowy
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L-2 LABORATORIUM ANALITYCZNEI

MIKROSKOPII ELEKTRONOWE)

Zakres badawczy:

* obejmuje materiaty metaliczne, ceramiczne, kompozytowe i polimery;

* analiza mikrostruktury w jasnym i ciemnym polu przy uzyciu transmisyjnej mikroskopii
elektronowej (rozmieszczenie wydziele i okreslenie ich ksztattu, charakterystyka
granic ziaren, wielko$¢ wydzielen, wielkos¢ domen antyfazowych);

* analiza dyfrakcji elektronowej {typ domen antyfazowych, identyfikacja faz, identyfikacja
orientacji krystalitéw, identyfikacja zaleznosci krystalograficznych miedzy fazami);

* analizy sktadu chemicznego w mikroobszarach (technika EDS; analiza jakosciowa:
zawartosci pierwiastkow (dla Z > 5), analiza ilosciowa zawarto$ci pierwiastkow
(dla Z > 10, gdzie Z to liczba atomowa pierwiastka).

Mikrostruktura TEM w jasnym polu i topografia
sktadu chemicznego tasmy NiTizZr
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- Mikrostruktura TEM i dyfrakcja elektronowa
Mikrostruktura TEM w jasnym polu i dyfrakcja wysokowytrzymatych stopdw AlCuMgAg
elektronowa tasmy AgCuSn

Posiadana aparatura badawcza:

« transmisyjny mikroskop elektronowy Tecnai G2 F20 Super TWIN (200kV z dziatem z emisjg
polowa FEG) z przystawka EDAX EDS;

* FIB typ Dual Beam Quanta 3D z dziatem jonowym na bazie mikroskopu skaningowego.



L-3 LABORATORIUM DYFRAKCII

RENTGENOWSKIEJ

Zakres badawczy:

* jakosciowa i ilosciowa analiza dyfrakcyjna materiatow - udziat masowy oraz dystrybucja
faz, parametry komodrek elementarnych, rozmiar krystalitow, poziom mikronaprezen
w prébce, stopien krystalicznosci materiatu;

* rentgenowska analiza stanu naprezen w materiatach polikrystalicznych - nieniszczacy
pomiar naprezen w warstwie przypowierzchniowej, wyznaczanie wartosci i kierunkéw
dziatania naprezen gtéwnych, mapowanie zmiennosci naprezen na zadanych obszarach;

* rentgenowska analiza tekstury materiatéw polikrystalicznych - pomiar i analiza figur
biegunowych, wyznaczanie funkgji rozktadu orientacji.

Posiadana aparatura badawcza:

* wielofunkcyjny dyfraktometr rentgenowski D8 Discover firmy Bruker; kofo Eulera, stolik
X-Y-Z, polikapilarna optyka wigzki pierwotnej, potprzewodnikowy detektor pozycyjnie
czuty, tradycyjny detektor scyntylacyjny, konfiguracja Bragg-Brentano lub konfiguracja
wigzki rownolegtej, autorskie oprogramowanie sterujgce i analityczne;

* wielofunkcyjny dyfraktometr rentgenowski X'Pert
firmy Philips; koto Eulera, konfiguracja Bragg-Brentano,
tradycyjne  detektory  scyntylacyjne,  grafitowy : %
monochromatar, autorskie oprogramowanie sterujace F ;

i analityczne. - : I
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Dyfrakcyjne widmo rentgenowskie drewna
sosny z kompletnymi figurami biegunowymi
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Topografia naprezen wtasnych (kierunki gtdwne) na Dyfraktogram rentgenowski stopu Mg-AZ31
przekroju poprzecznym ztgcza spawanego blach ze stali umozliwia identyfikacje faz oraz charakterystyke
ferrytyczno-perlitycznej PA60ONL1 mikrostruktury {wielkos¢ krystalitdw, odksztatcenie

sieci krystalicznej)



L-4 LABORATORIUM SKANINGOWEJ

MIKROSKOPII ELEKTRONOWE)

Zakres badawczy:

* okreslenie morfologii powierzchni ciat statych technika
skaningowej mikroskopii elektronowej (m.in. obserwacje
ksztattu i analiza wielko$ci wtracen, analiza wad, pekniec itp.);

* analiza sktadu chemicznego ciat statych w mikroobszarach
technikyg spektroskopii promieniowania rentgenowskiego
z dyspersjg energii: jakoSciowa i ilosciowa analiza sktadu
chemicznego w mikroobszarach, rozktad zawartosci
pierwiastkow wzdtuz linii przesuwu wigzki elektronowej

. . . . 4 . Dyfrakcja elektronéw wstecznie
(linescan) i z powierzchni (mapping) z wykorzystaniem rozproszonych z monokrysztatu Ni

spektrometru EDXS.
r

QObraz ziaren skrobi, obraz GSE,

Struktura naturalnego Powierzchnia wkreta
hydroksyapatytu, obraz GSE,  tytanowego, obraz SE, pow. 50x pow. 1500x, zmienna préznia
pow. 100 000x
Ponadto:

* analiza topografii orientacji oraz identyfikacja fazowa materiatéw krystalicznych za
pomocy techniki dyfrakcji elektronéw wstecznie rozproszonych (EBSD);

¢ analizy punktowe, liniowe oraz powierzchniowe pierwiastkdow z wykorzystaniem
spektroskopii promieniowania X z dyspersjg dtugosci fali (WDS);

* analiza tréjwymiarowa (3D) orientacji krystalograficznych oraz sktadu chemicznego;

* badania przemian fazowych in-situ za pomocg stolika grzewczego Gatan Murano 525
do temperatury 950 °C.

Tréjwymiarowa rekonstrukeja granic
miedzyziarnowych w stali

niskoweglowej, obszar o wymiarach
10x8x8 um w materiale ceramicznym
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L-5 LABORATORIUM KALORYMETRII

oa

Zakres badaweczy:

* zakres temperaturowy i kinetyka rozkfadu,
utleniania lub innych proceséw chemicznych
zachodzacych ze zmiang masy, procesy spalania;

* termiczna stabilnos¢ materiatu:  dyfuzyjne
i bezdyfuzyjne przemiany fazowe, krystalizacja,
przemiana zeszklenia, rekrystalizacja, topienie;

* weryfikacja diagramdw fazowych;

* pojemnosé cieplna;

* entalpia mieszania i tworzenia;

* zakres temperatur od -175 °C do 1650 °C; Réznicowy kalorymetr skaningowy z termowaga

* zmiany witasciwosci mechanicznych materiatéw SDT (DSC+TGA) Q600 firmy TA Instruments
pod obcigzeniem statym lub zmiennym w funkgji
programowanych zmian temperatury:
sprezystosé, rozszerzalnosé cieplna, odksztatcalnosé,
wytrzymatosé, miekniecie, przemiany fazowe;

» zakres temperatur od -150 °C do 1550 °C, sity
od -3N do 3N i czestotliwosci modulacji do 1 Hz.
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Krzywa kalorymetryczna

Typowe materiaty:

stopy metali, fazy wysoko-temperaturowe, szkta,
polimery, emulsje, mydta, ferroelektryki.
Laboratorium wykonuje zlecenia dla osrodkow
naukowych, zaktaddw produkcyjnych i innych
instytucji prowadzacych dziatalnos¢ komercyjng, Analizator termomechaniczny
organizuje szkolenia i staze dla studentéw, pracownikéw TMA 402 F1 firmy Netzsch
naukowych i laboratoriéw przemystowych.




L-7 LABORATORIUM LASEROWEJ

| AKUSTYCZNEJ MIKROSKOPII SKANINGOWEJ

Zakres badan:

Skaningowy mikroskop konfokalny LSM Exciter 5 z komorg inkubacyjna:

* pomiar intensywnosci fluorescencji;

* analiza morfologii oraz liczby komodrek;

* fluorescencyjna analiza morfologii
powierzchni;

* obrazowanie 2D i
fluorescencyjnych.

3D obiektow

Analiza

morfologii  komdrek 3Srédbtonka
naczyniowego nha  badanym  podtozu;
niebieskie jadra komodrkowe (DAPI),

zielony cytoszkielet aktynowy (faloidyna -
Alexa Fluor488).

Skaningowy mikroskop akustyczny:

* badania materiatu w trybie czasu
rzeczywistego;

* defekty powierzchniowe i topografia
powierzchni;

* analizy z wykorzystaniem 4 gtowic
ultradzwiekowych (15 MHz, 75 MHz,
110 MHz, 180 MHz);

2mm

Hydroksyapatyt porowaty

* analiza fluorescencji obiektéw przy wzbudzeniu
szescioma dtugosciami $wiatfa laserowego;

* badanie procesdow komorkowych in  situ
z wykorzystaniem komory inkubacyjnej i stolika
grzewczego;

* opracowanie danych przy pomocy oprogramowania
obliczeniowego AxioVision 4.8.

Analiza interakcji biomateriatu z krwig ludzka.

Analiza kolokalizacyjna intensywnosci

fluorescengji przeciwciat anty CD45 — odpowiedz
imunologiczna, anty CD62P — wykrzepianie.

* niejednorodnosé struktury w obszarze
przypowierzchniowym (rozmiar od 1 mm
do kilku cm);

* delaminacja powtok;

* 2D- i 3D obrazowanie zmian strukturalnych
o zasiegu wiekszym niz 30 mm.

M [ 1800 um |




'M L-8 LABORATORIUM BADAN
'“ FIZYKOCHEMICZNYCH

Laboratorium specjalizuje sie w badaniach dylatometrycznych materiatéw statych i spiekanych
wykorzystujgc do tego celu dylatometr optyczny Misura® 3 FLEX-ODLT, umozliwiajgcy
bezkontaktowe pomiary, a takze w pomiarach absorpcji i desorpcji wodoru w ciatach statych
korzystajgc z aparatu Sieverta (IMI HTP Hiden Isochema) potgczonego ze spektrometrem
masowym.

AR 120

Pomiary dylatometryczne

Zakres badan:

e Dylatometryczna analiza kinetyki przemian fazowych.

¢ Badanie przemian fazowych zachodzgcych w stanie statym.

e Pomiary zmiany dtugosci badanej préobki pod wptywem zmiany temperatury w procesie
nagrzewania i chtodzenia.

e Obserwowanie zmiany geometrii probek podczas spiekania.

e Przeprowadzanie bezkontaktowych pomiaréw zginania materiatow.

Dylatometr optyczny (Misura® 3 FLEX-ODLT).

Pomiary absorpcji i desorpcji wodoru
Zakres badan:
e Wykonywanie izoterm absorpcji i desorpcji wodoru w prébkach litych i proszkowych.
Wykonanie badan probek w zakresie temperatury od -196°C do 500°C.
Okreslenie entalpii tworzenia i rozktadu badanych materiatow.
Wykonywanie przebiegdw temperaturowo programowalnej desorpcji (TPD).

108000
abig Absorpep
—— Ly Dessepoja

Aparat Sieverta (IMI HTP Hiden Isochema) potgczony ze spektrometrem masowym.



L-9 LABORATORIUM FOTOWOLTAICZNE

Zakres badawczy:
e pomiary wspoétczynnika odbicia i transmisji, absorbancji Swiatta w zakresie dtugosci fali

250-2500 nm metodg spektrofotometryczng - materiaty lite - (wspdtczynnik odbicia i
transmisji, absorbancja);

e pomiary charakterystyk pragdowo-napieciowych ogniw i modutéw fotowoltaicznych
z krzemu mono- i polikrystalicznego dla warunkéw STC (ang. Standard Test Conditions:
natezenie promieniowania 1000 W/m?, temperatura 25°C, widmo AM 1.5G)
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Posiadana aparatura badawcza:
e Symulator promieniowania stonecznego do pomiaru parametréw elektrycznych modutéw

fotowoltaicznych, Quick Sun 820A Endeas klasa AAA;

e Symulator $wiatta stonecznego wraz z systemem pomiarowym charakterystyk |-V
ogniw stonecznych SS 200AAA, Photo Emission Tech Inc. klasa AAA,;

e Spektrofotometr UV-VIS-NIR wraz ze sferg catkujgcg 150 mm, Lambda 950S, Perkin Elmer.



ul. Wtadystawa Reymonta 25

30-059 Krakow

tel.: +48 12 295 2898

fax: +48 12 295 2804

e-mail: zIb@imim.pl
www.imim.pl/laboratoria-akredytowane



